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		    Product製品紹介

	赤外線加熱型TDSTDS1200Ⅱ
	高周波加熱型TDSIH-TDS1700
	光励起脱離分析装置PSD
	装置受託開発Equipment Outsourcing
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		    News & Topics

	2023.08.28	
SEMICON TAIWAN 2023に出展します！
こちら


	2023.07.24	
情報セキュリティ基本方針を掲載しました。
こちら


	2023.03.01	
「JSAP EXPO Spring 2023」にてパネル展示します。


　第70回応用物理学会春季学術講演会展示会「JSAP EXPO Spring 2023」 
　上智大学　四ツ谷キャンパス

　2023年3月15日(水)～18日(土)

 

　展示会場：PA（第3体育館2階）

　小間番号：A-84


	2022.06.09	
関東学院大学教授　小岩先生がご講演されます
  将来めっき技術検討部会
  2022.7.11（月）

こちら 


	2022.06.09	
JPCA Show 2022にパネル展示します
　2022.6.15(水)～17(金)

こちら 
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Company会社情報

当社の基本情報・沿革・製品作りへの思いなどをご紹介させていただいております。
 ぜひ当社にご興味がある方はご覧ください。

more
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Recruit採用情報

求人情報を掲載しています。

学んだ技術を発揮する最適な環境で皆様のご応募お待ちしています。

more




 	






				

							

					

					
	
		

			         
			    

			

				        	                       
					

	            

	         
		

	

				                       
							


	
	製品についてご相談・ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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